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1. 서론 

 

평판 디스플레이 산업에서 일반적으로 

요구되는 성능은 고속 응답, 대비(contrast), 

넓은 시야각, 높은 신뢰성 등이 있다. 이러한 

성능 가운데에서 응답속도나 대비는 액정층의 

두께와 밀접한 관계가 있다. 특히 액정 

패널(panel), 액정 재료의 광학적 특성에 맞춰 

액정층의 두께를 엄격하게 관리하지 않으면 

높은 대비의 화면을 얻을 수 없다. 액정층의 

두께가 넓은 화면에서 균일하지 않으면 이 

또한 화면 전체에 걸쳐 불균일한 화면 특성을 

보이게 된다. 

컬럼 스페이서 (column spacer) 는 평판 

디스플레이 패널을 구성하는 상판인 색필터 

(color filter)와 하판인 박막 트렌지스터 (Thin 

film transistor, TFT)의 간격을 일정하게 

유지하기 위해 사용된다. 이는 수백 

나노미터에서 수십 마이크로 미터 수준의 

높이를 갖는 다양한 형태의 구조물이다.  

만약 컬럼 스페이서의 높이가 균일하지 

않을 경우 셀 간격이 일정하게 유지 되지 않아 

두께에 대한 편차가 생기고, 액정 부분에 

인가되는 전압과 통과되는 빛의 투과도가 

달라져 공간적으로 불균형한 밝기를 나타낼 수 

있다. 기존에는 디스플레이 기판의 두께가 

비교적 두껍고 크기가 소형으로 한정되어 있어 

기판 사이 간격의 변화가 제품 성능에 큰 

영향을 주지 않았지만, 최근에는 기판의 

크기가 커지고 앞면과 뒷면을 형성하는 판이 

얇아짐에 따라 발생할 수 있는 유리 기판의 

파손 및 휨 방지를 위해 컬럼 스페이서의 높이 

분포를 균일하게 유지하는 것이 매우 중요하게 

되었다. 

기존의 컬럼 스페이서를 측정하는 

방법으로는 미세한 탐침을 표면에 근접시켜 

원자간의 미세 힘을 측정할 수 있는 

원자간력현미경 (atomic force microsope, AFM)과 

빛을 이용하여 비접촉으로 측정하는 공초점 

현미경 (confocal microsope), 백색광 주사 

간섭계 (white light scanning interferometry) 등이 

있다. 이런 측정 방법들은 측정 분해능이 

높지만, 품질 관리 측면에서 측정의 신뢰성 

확보하기 위해서는 길이 표준에 소급하여 

주기적인 정밀 교정을 수행해야 한다. 

표준인증물질(certified reference material, 

CRM)을 사용하는 방법은 길이 표준에 

소급하여 정밀 교정을 수행하는 가장 간단한 

방법으로, 국가표준기관에서 교정된 표준 

시편을 산업계에서 사용하는 검사 계측기로 

측정하여 그 측정값들을 비교함으로써 측정의 

신뢰성을 확보할 수 있다. 본 논문에서는 최근 

평판 디스플레이 분야에서 널리 사용되는 컬럼 

스페이서의 표준인증물질을 설계하고 제작하여 

산업 현장에서 보급된 컬럼 스페이서 검사 

계측 장비의 측정 신뢰도 향상에 기여하고자 

한다. 

    

2. 컬럼 스페이서 표준인증물질의 설계 및 

제작 
 

Figure 1 은 컬럼 스페이서 표준인증물질의 
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배치도를 보여준다. 컬럼 스페이서의 높이는 

약 70 μm 이며, 시편의 크기는 33 mm × 27 

mm 이다. 내부에는 광학정렬을 위한 세 개의 

직사각형이 있으며, 그 크기는 23 mm ×  17 

mm, 16 mm × 12 mm, 8 mm × 6 mm 이다. 

컬럼 스페이서에 해당하는 원기둥은 5 × 5 의 

배열로 이루어져 있으며, 지름은 100 μm로 200 

μm 피치 제작되었다. 가장 큰 사각형에는 

피치가 100 μm 이고 폭이 50 μm 인 스케일이 

제작되어 있으며, 가장 작은 사각형에도 

피치가 20 μm 이고 폭이 10 μm 인 스케일이 

제작되어 있다. 이는 컬럼 스페이서 뿐만 

아니라 계측 장치의 수평 분해능이나 왜곡 

등을 간단히 평가하기 위해 제작되었다. 

 

Fig. 1 Layout of the column spacer CRM 

 

컬럼 스페이서 표준인증물질의 높이 

측정은 ISO 5436-1 규격에 의해 식 (1)과 같이 

정의 된다. 

 

δhβXαZ           (1) 

 

여기서, Fig. 2에서와 같이 단차폭, W의 세 

배에 해당하는 길이에서 얻어진 데이터를 

최소자승법 (least square method)에 의해 선형 

맞춤을 하였을 때 얻어지는 상수가 α와 β이다. 

그리고 변수 δ 는 원기둥의 윗부분의 영역은 1 

의 값을 가지고, 이 부분을 제외한 양 옆의 

영역은 -1 의 값을 갖는다. 결과적으로 얻고자 

하는 부분의 원기둥의 높이, H 는 h 값의 2 

배로 정의 된다. 또한 모서리 부분의 영향을 

최소화 하기 위해 양 옆의 모서리와 접해있는 

영역들을 단차폭의 1/3 영역 만큼 제외하고 

최소자승법을 적용하였다.  

이를 통해 측정된 컬럼 스페이서의 평균 

높이는 68.93 μm 이고, 각 컬럼 스페이서의 

높이 차이의 표준편차는 0.11 μm로 측정되었다. 

 

Fig. 2 Determination of the step height 

 

3. 결론 

 

본 논문에서는 원기둥 모양의 패턴이 있는 

컬럼 스페이서 표준인증물질을 설계 및 

제작하였다. 이렇게 제작된 시편은 공초점 

현미경을 이용하여 측정되었고, ISO 5436-1 에 

근거하여 컬럼 스페이서의 단차는 68.93 μm, 각 

단차들의 차이는 0.11 μm이내로 결정되었다.  
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